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Oponentsky posudek dizertace Ing. Dalibora Sulce ,,VyuZiti interferometrie ve VT UHV
SPM«

Dizertaéni prace Ing. Dalibora Sulce ,,VyuZiti interferometrie ve VT UHV SPM* je
vénovana dvéma souvisejicim témattim:
1) navrhu a vyvoji modularni fidici elektroniky pro vyuziti u vice mikroskopti SPM.
2) interferometrickému méteni vychylky raménka AFM.

Price navazuje na dlouhodobé zaméieni Ustavu fyzikalniho inZenyrstvi VUT v Brné
(UFI) na téma konstrukce SPM. Je tieba uvést, ze UFI patii mezi trojici pracovist, ktera
zvladla konstrukci SPM v ramci CR (spolu s MFF UK a CMI). Vlastni konstrukce SPM je
sice pracné&jsi cestou nez nakup profesionalnich mikroskopt, otevira vsak cestu k novym
feSenim a vyuziti pro originalni experimenty (jak ostatn¢ dizertant ovéfil pti pobytu
v Brookhaven National Laboratory, Upton, New York, USA).

Préace navazuje na predchozi dizertace vypracované v tomto oboru, nicmén¢, rozviji je
vlastnim smérem a piinasi vlastni vklad do tématiky v nékolika smérech popsanych nize.

Kapitola 1 je kratkym, ale vystiznym popisem SPM metod s odkazy na literaturu
vybranou z velmi rozsahlého mnozstvi publikovanych praci. Pro ptedlozenou dizertaci je

Kapitola 3 jiz jde do vétsi hloubky konstrukce fidici elektroniky, véetné popisu
technickych feseni, ktera mohou byt béznym uzivatelim skryta. Vlastni vyvoj a vyroba
ovladaci elektroniky pro systétm UHV SPM VUT jsou popsany v kapitole 4. Dizertant kratce
prezentuje zvolené feSeni i jeho diivody jako volbu zesileni pro dostate¢né jemné rozliseni,
volbu offsetového signalu. Za zasadni krok povazuji zapojeni do projektu GXSM (open
source software a fidici jednotka), ktery dovoluje vyuzit komunitni zkusenosti pii konstrukci
SPM. Dizertant dokumentuje zvolena feSeni na realnych méfenich provedenych na
kalibracnich mtizkach, které prokazuji funk¢nost elektroniky. Cenny je 1 popis vytvafeni
skriptd pro jednotlivé ¢innosti béhem méteni (automaticky piijezd, setfizeni stopy laseru).

Kapitola 5 pak popisuje implementaci interferometrické odméfovani v systému
Nanostencil, ktera vznikla ve spolupraci s autorem GXSM Percy Zahlem pfi pobytu
dizertanta v Brookhaven National Laboratory, Upton, New York, USA. Ptinosem dizertanta
zde bylo zprovoznéni interferometru, feSeni instalace optického vlakna do drzéku sondy a
pruchodek vlaken do vakuového systému a otestovani, pti kterém bylo ovéfeno atomarni
rozliSeni v z ose. Vysledkem byl funk¢ni systém AFM.



Nabyté zkusenosti dizertant vyuziva na domovském pracovisti UFI VUT, a to v ramci
projekut AMISPEC (TACR). Dizertant zvolil cestu vyvoje vlastniho vlaknového
interferometru. V této &asti vidim kli¢ové vklad dizertanta do know how, které ma UFI
k dispozici, i v€etné navrhu originalniho (a zatim nerealizovaného) feseni reflektivniho
vlaknového kolimatoru.

Po formalni 1 jazykové strance je prace vynikajici a splituje vSechny nalezitosti
kladené na dizertacni préce.

Soucasné byly predlozeny i teze dizertacni prace. Teze jsou vystiznou zkracenou verzi
prace. V obou predlozenych pracich (dizertaci i tezich) jsou uvedeny odkazy na piedchozi
prace VUT i na odbornou literaturu.

Na zékladé predlozené dizertace jsem presvédéen, ze dizertant ziskal hluboké znalosti
a vhled do dané problematiky a pouzil je tviiré¢im zptisobem pii konstrukénich fesenich
modularniho systému SPM.

Praci tedy doporucuji pfijmout K obhajob¢ a po uspésné obhajobé doporucuji udéleni
akademického titulu Ph.D.

Do obecné rozpravy navrhuji nasledujici dotazy:

Na str. 18 je uvedeno, Ze ,,Sesazeni hrotu a vlakna musi byt provedeno s pfesnosti na
jednotky az desitky nanometru (podle typu vldkna a raménka), proto je potieba tento krok
provést v optickém mikroskopu.“ Dosazeni uvedené presnosti v optickém mikroskopu je ale
mimo béZné moznosti optické mikroskopie. Mohl by dizertant rozvést omezeni rozliSovaci
schopnosti optické mikroskopie jak se s nimi vyrovnava? Bylo by mozné pouzit nékteré
z metod superrezolué¢ni mikroskopie?

Pii méfenich je potieba prizptsobit fidici elektroniku konkrétnimu skeneru (pfipadné
pii jeho starnuti 1 zménam vlastnosti). Jak jsou kalibrace realizovany a vyuzivany pii
skenovani?
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